BAB1IV

ANALLISIS DAN PEMBAHASAN

Pendahuluan

Alat pengupt C int terdint atas peranpkat keras dan perangkat hunak pengup
JC Perangkat keras penguji IC terdint atas rangkaian 1C fogika dan sakiar digitat.
Sementara perangkat lunak berupa program untuk menguji perangkat keras 1C dan

program untuk mengendalikan perangkat keras untuk menguji iC.

4.1 Pengujian Perunghat Keras

Perangkat keras yang menvusun alat penguji 1C dirancany dalam bentuk
modul-modul, terdirt dan modul PP1 LPT, modul PPIISA, modul power supply dan
modul saklar digital.
4.1.1  Pengujian Saldar Digital (C 74125)

Pengujian dilakukan terhadap modul saklar digital kbususnva terhadap 1C
saklar digntal yang dikenal sebagar rristne bugier. Metode pengujian ditakukan

terhadap IC 74 HC/LS125 menurat gambar berikut.

53



Vo
a)
Su L ; )
i uitA s
2 | RS N
e —E e
A28 .
& El .‘4
- +
" @
SRR P
"[ 10k *! T
-

Gambar 4.1 Metode Pengujian 1C 74HC/LS125

Pada gambar 4.1 menunjukan metode pengujian 1C 74HC/LS 125, VCC
adalah kaki 13 pin IC 74HC/LS125 vang dihubungkan dengan tegangan 3 volt,
SWI adalah saklar DIP (duwal inline piry dimana kondisi saklar tersebhut, bila
kedua kontak (menurut gambar) berada pada posisi bawah, maka kaki 1 dan 2
akan terhubung dengan ground melalut tahanan 10 k ohin (logtka ~07). Dan bila
posist kKontak berada di atas maka kaky 1 dan 2 akan terhubung dengan VCC
(logika "}7). Dengan mengkombinasikan kedua komtak sakiar DIP tersebut
diperoleh tabel pengujian sebagai bertkut,

Setiap saklar digital yang terdapat pada satu keping [C74HC/L8123 diuji
satu persatu. Ternyata hasi} pengujian sesuai dengan tabel pengujian seperti

diatas. Sehingga seluruh IC 74HC/LS 125 tersebut dalam keadaan baik.
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Tabel 4.1 Penguojsan Saklar Digital

»Noanasu}un kaki 1 | Masukan Kaki 2 Keluaran | Keterangan
| i (Volt) {Volt) (Volt) f
| __

1 5.1 0 5,1 L Keluaran fugh |

|

| L ipedance

2 0 — 5.1 50 Keluaran Logika |

i 1 ;

J ‘

3 0 0 3 0 Keluaran fogika |
E i S § :
S —

4.1.2 Pengujian Terhadap 1 74HC374 (Latch)

Prosedur pengujian terhadap IC 74HC374 udak berbeda dengan pengujian
terhadap 1C 74HC/LS 25 Tetapt untuk memasukan data diperdukan sebuah ciock
pada kaki CLK yang digunakan untuk membuat agar kondisi inprr muncul pada
vuipur. Untuk membuat cfock dibutuhkan scbuah c/ock vang stabil vang akuf
sesaat. Yany dimaksud aengan stabil adaiah tidak tenjadi cfek vang disebut
debornee vang bilasanya terjadi pada saklar mekanis. Sehagai penghasi! olock
stabil digunakan 1C LM555 vang beroperast pada mode monostabil multivibrator
Adapun rangkaian pengujt yang lengkap dan 1C tersebut adalah seperti gambar

4.2
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Gambar 4.2 Skema Pengujian 1C 74HC/LS374

Tabel 4.2 Hasit Pengujian Terhadap 1C 74 HC/LS374

Dari tabel 4.2 tampak bahwa untuk membuat agar logika pada keluaran 1C

741IC374 berlogika sama dengan masakan, harus diberi ¢/ock pada kaki CLK

dengan memberikan logika OC ~0°, schingga seluruh data vang terdapat pada

masukan akaa di “pindahkan”™ ke oupir [C TAHC/L8374 tersebut.

Dari darashieet kaki OC sebenarnya merupakan kaki pengendali orivere

buffer yang terdapat dalam internal IC 74LS/C374. Yang juga harus

diperhatikan adalah apabila terdapat kaki masukan IC vang merupakan jenis HC
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vang tidak terhubung dengan sinyal atau s conneor kaki masukan tersebut harus
dihubungkan dengan grownd. Karena bila kaki imput [C jenis HC dibiarkan

mengambang (Fouting akan menyvebabkan kerusakan pada 1C tersebut,

4.1.3 Perbandingan Pengajian 1C

Pengujtan berikutnya adalah menguji sejumlah [C tertentu vang tidak
diketahui kondisinya dengan alat yang telah dibuat Masing-masing 1C tidak
diketahw kondisinya saat akan diugi | Pengujian i bermaksud untuk mengetahui
keakuratan afat vang telah dibuat

Pengupan mehiputt IC TTL dan CMOS dengan jumlah kaki 14 dan 16
Penyupan akan dibagi menjadi 2 bagian, vaitu pengujian 1C dengan Aandy toster
sehagal pembandingan dan dengan fogic probe sehagal pembanding. Masing-
masing pengyjian menggunakan 2 seri 1C untuk IC TTL menggunakan 1C 7400
dan untuk 1€ CMOS menggunakan (C 4001, Kedua seri 1C tersebut diuji masing.
masing sebanyak 3 kali dengan pembagian | buah [C dalam kondisi rusak dan 4

buah {C yang dalam kondisi batk.



4.1.3.1 Pengujian 1C dengan Handy Fester sebagai Pembanding

Tabel 4.3 Perbandingan Pengupian Alat dengan Handy Tester

5%

” ; Pengujien | Ket.
No i No Sen IC Dengan alat ] ml?'engan ftandy Tester
i l T4L500 Baik Batk Cocok
2 3 74LS00 Baik Baik Cocok
3] 740800 Baik Baik Cocok
4 1 74LS00 Baik Baik Cocok
s 7ALS00 T Rusak Rusak [' Cocok
B CD4001 Raik Baik ; Cocok
7 5 CD4601 ~§ Baik Baik ; Cocok
8 CD400t | Baik Baik 3 EF C Cocok
P9 CDAN0 Baik Baik - o Cocok
10 : TUCDaner Rusak Rusak { " Cocok

Dart tabel pengujtan diatas tampak bahwa akurasi pengujian untuk masing-masing

IC dapat dideteksi kerusakannya dengan baik. Kesesuatan antara hasit pengujian

IC dengan alat dan dengan handy tester dapat terbuktl dengan febib jelas Nilai

persentase kesalahan dapat ditentukan dengan perbitungan dibawah i

Jumiah Kesalahan Penpejlan x 100 %5 = Persentase Kesalahan

lumiah Total Penpyjian

0 X 100 % = A
10
Sedangkan miar persentase akurasi alat dapat dientukan  dengan

perhiwungan dibawah i

Jumial Akurasi Peneuiian x 100 % = Perseniase Akuras

Tumiah Total Penguitan

10
10

X100 % = 100 %y
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Tabel 4.4 Perbandingan Pengupian Afat dengan Lowic Probe {input; 1 input;’17)
No o Sert 1C e ..,W‘chhﬁ mmwmm@.m.@i-.-- L vmmmé_m.m nn_‘gwmnhom_n Probe ii.:._.T Ket
: . Gate _Gaes ‘ o Gale2 1 Gatel | Gated
S i Loy d ol T O L POl L 0L Lol L lLI0
C 1 LS . | D 4 O (L [k g0 T U o i1 110 | Baik
2o atson i 1 0 O 1 41 to {1 f1oi0 1 ii o [Bak
S O R L 0 1ttt to fv 41 jo {1 tr 10 Baik
4 741800 1o L 0 L P i oty i to T Ty To [ Baik
5 741800 it 1l | VoPd b i i i i1 b 1 01 D Rusak
6 (D360 | 10 O [t 71 io ;v J1 te 11 To | Bak
7 _Q::_: L 1 0 0 1r it to 1 e i iy Jo Bak
L8 . 1 I 0 o Pt ot Jo 11 T o T Ti o i Baik
i 9 i C Emﬁr R o 0 {1 11T Jo 11 Ty o Ty T 0 Thak
Lo cbaoor 0 W J O ir jl o gt jr jo g it 10 | Rusak
Tabel 4.5 Perbandingan Pengujian Alat dengan Logic Frobe (inputy 07 input;’07)
_.i. o .w,rﬂ._ iC E;E.ii..- . :mrﬁmﬂﬂ: denganalat 1 Pengujian dengan Logic Probe Kel
i ate2 | Gared | Gaed Gate! | Gate2 Gate3 | Gated
L RS 5 Lol ol LI Lol [LIOT LI O
ST 5 . ;0 jtoto oo (1o jo Iy To jo 11 e (o |1 [ Bak
4LS00 |0 G o ji 10 20§ |0 f0 fF to 0 11 10 10 |1 | Bak
3T Lso0 0 o 0 ft o0 ro g1l 0 1o Jt 4o 10 1 6 10 1 i Bak
74LS00 |0 ¢ (1 to to 11 Jo Jo f1 o Jo t1 jo o 1t TBak
[7ALs00 D 0 it te do Ty Jo To 1 e o iv o |9 |t |Rusak
Cos001 [0 0 1 o le yn do To 1t o o i1 To o Y Bak
ST oo [0 ¢ 11 Ju to v To 1o 1 16 [0 {1 e [o |1 [Bak
8 | (D001 i) o b qo e pv 16 40 f1 0 (b ¢ 10 10 |1 jBak
KR o 1 do ta Ty do o 11 10 o 't {0 o i1 |Bak
i ,.N:J.S o1 ; o !m.“...i‘.a\ Ty i D |0 i 16 10 1 0 10 i1 |Rusak
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Tabel 4.6 Perbandingan Pengujian Alat dengan fogic I'rofe (input, *0" input,’ |

Noo SenlC | -i:mwsr:tmy dengan alat o r,- ........... slsm.{l_u_hummm‘n_.m:?mm_‘oymn wo?(é(;- ‘!L‘ 2
Gate ! Gate 2 _ Gae3l Ciate 2 :

4, N H R T

RE AN

...... 74L500 STy T A T T e I Baix

T4L500

ad [ | e

1
,,,,, _ L 7AL800 g o iy  Baik ‘
4. 174500 ) oo b Lo Baik
L5 741800 9 o=0% 1 Rusak o
b H - M S -

>
2

CD4001

Haik

9 i

7 1 CDausy r 1o 1o | o It 1o To _ “ Baik
.8 | CD4nol L1070 Jo0 To 10 ro je )L Baik
0 | CD40dl 1 16 |0 o T o | Baik

19_] €D4001 B I AN L T A O S T s T R O R S A R I R R R S A

Tabel 4.7 Perbandingan Pengujian Alat dengan Logic Probe (input; 17 inputy’ 07}
No | SeriiC L Pengujian dengan alat L. Penoufian dengnbogicProbe T Kar ]
T Gare | Gate 2 Guate 3 : Gate | 2 ; Gate 3 7 w

A L O L Iy ] ; O h O . | !

1§ 741500 0 41 i1 |0 " i

2 | 741800 a ‘1l 1] |

51 741800 o 11 i1 ]o i

4 1 741500 o 1 11 [0 1
& 741800 0 IREN Il

& | CD400] 0 i 1o

7 | Cbaool o ¢ 1 o

8 | CD460T oY oo 1 1o
9 CDaool o L0 0 1o ] L !

10 CD400] 0 i1 v o 1 . Rusak




Dari tabel pengujian diatas tampak babwa akurasi pengujian untuk
masing-masing 1C dapat didetekst kerusakannya dengan baik. Hasil im diperoleh
bila kita mengupt tiap 1C dengan memperoleh keluaran logika nol ™07 | dengan
mengingat bahwa hastl penguptan bila sebuah [C yang rusak akan berlogika satu.
Dengan membandingkan kedua pengujian dan pengujian yang pertama sebagai
acuan pengutian diperoleh hasil pengujian vang sama,

Kesesuatan antara hasif pengujian [C dengan alat dan dengan lagic probe
dapat terbukti dengan lebih jelas. Nilai persentase kesalahan dapat ditentukan
dengan perhitungan dibawah ini

Jumlah Kesalahan Pengujian x 100 % = Persentase Kesalahan
Jumiah Total Pengujian

¢ x 100 Y = 0 %o
10

Sedangkan nilai persentase akurasi alat dapat ditentukan dengan
perhitungan dibawah ini ;

Tumlah Akurasi Penguttan x 100 % = Persentase Akurasi
Jumlah Total Pengujian

ig x 100 % = F0D %
10
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4.2 Pengujian Perangkat Lunak

Perancangan perangkat Junak terbagi menjadi dua. Program pertama
dirancang untuk menguji kesiapan perangkat keras vaitu untuk mengujt fungsi 1C
yang membentuk rangkaian penguji IC. Program yang kedua merupakan program
yang dirancang untuk mengendalikan rangkaian serta scbagai antanmnuka antara
komputer  dan  pengguna  (user  itorface). Pengujian  perangkat  lunak
menggunakan komputer PC dengan spesitikasi sebagai berikut-

I. Prosesor Intel Pentium H, 350 MHz

[£S)

. RAM 64 Mbyte

. Sistem operasi windows 98 SE

L

r
£

. Bahasa pemrograman visual Delphi versi 6.0

4.2.1  Pengujian Perangkat Lunak Fungsi 1C

Fungsi setiap 1C yang terdapat pada rangkatan schelum dipunakan ataw
dioperasikan dengan program antarmuka tericbih dahulu haros diketahu; bekerja
atau tidaknya masing-masing IC tersebut. Pengamatan terhadap masing-muasing
IC tersebut dilakukan dengan membuat sebuah program vang mengirimkan sinval
digital tertentu ke rangkaian dan mengamati hasil olah data siityal digital yang
dikirirn tadi dengan membandingkan hasilnya terhadap hasil vang diinginkan
sebenarnya. Selain itu juga akan diamati masing-masing masekan 1C dan keluaran
IC vang membentuk rangkaian penguji IC tersebut.

Antarmuka untuk wser yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman

delphi 6 seperti gambar 4.3 dibawah i,




Gambar 4.5 Antarmuka Program Penguji Fungsi 1C Pada Rangkaian

Setiap kaki kendali IC 74HC/1.S125 terhubung dengan kcluaran 1C
74HC/LS374 yang berjumiah 3 buah Oleh karena itu uniuk setiap pemberian data
masukan bagi IC 74HC/LS374 dibuat ebjecr edit rext seperti tampilan diatas.
Ohject edit text digunakan untuk memberi sinyal logika masukan pada IC
74HC/LS374. Dengan bimbingan dan skematik rangkaian penguji 1C dapat
ditentukan pengendalian yang akan dilakukan terhadap data masukan dan data
keluaran.

Pengujian rangkaian dilakukan dengan memasukkan data kendali sinyal
pada setiap masing-masing vartable edit texr dan mengamati keluarannya serta
membandingkan hasil pengujian dengan asumsi data yang dunginkan, Tabel 4,11

merupakan data hasi! pengujian dan hasil data yang dnnginkan,




&3

Tabel 4.11 Pengujian Operasi Rangkaian Penguji 1C

No o Masukan Keluaran
( PP Printer Port) | (PPEISA)Y Status Pengujian
|
| Pori B, : Porl A, fort ¢ | Port A l’urlttﬂm E
1 | FF | FF EF O T Bekerja dengan batk
270 FF i 255 15 Bekerja dengan baik |
5170 0 oo 0" ! Bekerja dengan baik ;
i z ! [
| SO S PRSI SO ONI S TN A e VY. SRR — .|

Untuk sinyal kendali yang dimasvkkan pada port B dapat dikombinasikan
untuk mengetahut pengaruh kaki kendabi 1C 74HC/LS 125, Seperti vang terdapat
pada cfutashiees kaki kendah 1C 74HC/LS125 akan aktif bila dibert logika =07

Selain data diatas pengujian jupa dilakukan untuk mengetahui operasi
masing-mastng 1C apakah sesuai dengan operasi vang diinginkan tiap IC vang
membentuk rangkaian tersebut. Pengujian mengamati logika masukan dan fogika
keluaran masing-masing 1C . Hal pengujian seperti terdapat pada lamprran hasil
pengujian.

Dart hasil pengujian bila masukan sinyal pada masukan 1C 74HC/LS374
pertama, kedua dan ketiga yang diwakili oleh varieble dengan nama port 13, Port
B1 dan port B2 dengan memberi data msukan $FF dan dengan membuat voriable
port A masukan dibuat variasi maka asumsi pada keluaran scharusnya adalah Juga

$FF pada port A keluaran dan Port B keluaran.
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4.2.2. Antarmuka Pengguna (User Duerface)

Antarmuka pengguna fuser interfuce) merupakan tampilan grapfiical wser
imterface (GUILY yang memudahkan pengoperasian perangkat funak Komputer
(bandingkan bila harus menggunakan tampilan misal berbasis teks) User
interface i1 terdin atas nga bapian yaitu tampilan awal, wser interface dutabase
dan tampilan wser interfuce pengujian (C {GUI pengujian 1C).
4.2.2.1 Tampilan Awal

Dalam  perancangan sofiware dibuat sebuah tamptlan awal  untuk
menginformastkan tentang perangkat lunak ini. Tampilan awal berupa komponen
yang disusun sedemikian hingga sehingga ketika menjalankan program ni akan

tampak tampilan seperti gambar 4.4
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. PROGRAM PENGUJ! GERBANG SEDERHANA BERBASIS DELFHI

1:31&\

? KLIK FILE UNTUK
s UPDATE DATABALE
5 $AR LAKLK AN PERGLLI AN

Gambar 4.4 Tampilan Awal Program Pengujian 1C

4.2.2.2 Tampilan Database

Untuk menjalankan darabase user tingpal mengklik file Database dan
akan muncul tamptlan grafis detabase yang menarik. Tampilan datcbase ini
terdin atas dua buah Tab yaitu Tab mput IC dan Tab data IC seperti gambar 4.5
masing masing tab ini digunakan untuk memilih memasukan data IC vang baru
atau melakukan perubahan terhadap data IC yang telah ada. Bila memilih tab
Data IC akan muncul tampilan seperti gambar 4.6, Sedangkan memitih tab Input

IC akan muncul tampilan seperti gambar 4.7
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Gambar 4.5 Tampilan Database

Pada tab e [C terdapat beberapa label dan kotak edit vang harus disi
untuk menentukan interaksi pengujian IC vang tergantung dari jenis {C vang akan
digji. Data 1C merupakan Kotak yang muncul secara otomatis yang menvesuaikan
dengan nomor IC yang dimasukan (sejumlah dorebase 1C vang telah ada
ditambahkan 1} No sert merupakan, nomor vang digunakan untuk membedakan
sen IC yang akan diuji, masing-masing IC yang akan diupr akan mempunyai
nomor seri disesuaikan dengan jenis gerbang dan jumlah gerbang yang dipunyai
oleh TC tersebut. Nama IC  merupakan representasi dari jenis gerbang vang
dipunyai oleh IC tersebut (misalkan NOR, NAND atau OR}. Uji | merupakan

kotak edit yang diist oleh data untuk pengujian masukan 1 dan masukan 2 data



diatur dengan urutan LSB berada di kanar data dan MSB berada di paling Kiri

diapit oleh dua buah tanda kurung “()".

Gambar 4.6 Tampilan Dufabase Ketika Memilih Tab Data |C

Pengujian tampilan dutabase dilakukan dengan menjalankan program
dutabuse tersebut dengan memasukan parameler-parameter penguiun  sesual
dengan spesifikasi IC vang akan diuji kemudian dengan mengklik tombol
“simpan”  maka data parameter IC akan disimpan dalam dwwbase dan hasil
pengujian menunjukan bahwa semua parameter tersimpan dalam darabuse sesual
dengan field-field kawegori yang telah ditentukan tanpa memunculkan pesan

kesalahan pada program (Delphi).
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Gambar 4.7 Tampilan Darabase Ketika Memilth Tab Input IC

Field Uji 2 dan hasil 2 digunakan untuk pengembangan lebih lanjut puna
penyempurnaan alat. Alasan digunakan hanya satu kali pengujian adalah karena

dengan satu kali pengujian ternyata dapat diperoleh hasil vang cukup baik.

4.2.2.3 Pengujian Form UJL_iC

Tampilan atau GUI form pengujian 1C tampak seperti pada pambar 4.8,
Tampilan tersebut merupakan tampilan sebelum dilakukan pengujian 1C. Untuk
melakukan pengujtan IC dengan memasukan no seri IC vang bersangkutan,

misainya 7400, 7402 dan lain-lain.
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7 6 KAK]

Gambar 4.8 Tampilan Awal Form Peagujian 1C

Hasil pengujian dengan menggunakan 1C yang masih baik tampak seperts
tampilan gambar 4.9. Dalam form akan muncul kotak informasi vang menvatakan
bahwa IC vang sedang diuji masth dalam kondisi baik, Dan pada kotak tabet uji
akan menampilkan data-data masukan dan data keluaran untuk [C yang sedany
diuji. Data pada label “INPUT_1” dan fabel “INPUT 2 berisi data masukan

untuk 1C vang diuji dan hasil keluaran pengujian tampak pada kotak “OUTPUT.
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Crambar 4.9 Tampilan Pengujian IC Dalam Kondist Masih Baik

Pengujian dengan menggunakan IC vang mempunyai beberapa gerbang
yang rusak tampak pada gambar 4.10. Bila I1C yang diuji mempunyai beberapa
atau seluruh perbang yang telah rusak, maka dalam form pengujian IC akan
muncul kotak informasi yang menyatakan bahwa IC vang diuji memiliki beberapa
gerbang yang rusak atau tuidak bekerja. Unwk mengetahui gerbang mana saja yang
tidak bekerja (bila memang ada beberapa gerbang yang rusak pada 1C tersebut)

maka dapat diketahui dari TABEL UH pada jorm uji 1C.
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Gambar 4. 10 GUI Pengujian IC Dalam Kondisi IC Telah Rusak

Pengujian dengan menggunakan IC vang tidak terdapat dalam daiabase
tampak pada gambar 4. 11, Bila IC vang duyi tdak terdapat dalam durabase maka
dalam form pengujian IC akan muncal kotak informasi vang menvatakan bahwa

nama IC tidak ada.
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Gambar 4.11 GUI Pengujian IC Yang Vidak Terdapat Dalam Database
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